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1. はじめに 

高速な3次元非接触形状計測技術は産業や医療

分野において非常に重要である。特に低コヒー

レンス干渉による形状計測法は高分解能な深

さ方向のイメージングとして知られている。

我々は、高速に広範囲の測定を可能にするため

に空間位相変調器を用いて時間領域のシング

ルショット 2 次元形状計測法を実現した。一

方、周波数領域のシングルショット計測法とし

てVIPAを用いたシングルショット計測法も開

発している。これは Fig.１の様に、VIPA の出

射角毎に異なる FSR の光（光コム）を発生さ

せ、その自己相関関数の繰り返し間隔がFSRに

反比例することを利用したものである[1-3]。

本研究では、複数の光コム干渉の次数を連続し

て観測するためにVIPAと平行にエタロンを設

置して繰り返し干渉を測定した結果を紹介す

る。 

 

Fig. 1 Principle of VIPA interferometry. 

2. シングルショット 2D 断層計測の原理 

Fig.2 に概念図を示す。Fig.2 の様に VIPA の出

射側に VIPA の基板より N 分の１だけ薄いエ

タロンを VIPA と平行に配置すると、すべての 

 
Fig. 2 Operation principle of VIPA & etalon installed 

interferometer. 

 

出射角で干渉信号の繰り返し間隔が N 分の１

となる。つまり、VIPA の m 次と m+1 次の干渉

信号の間を等間隔に N 分割して観測できるこ

とを意味し、計測範囲を効率よく拡大できる。 

3. 実験方法 

Fig. 3 に実験系を示す。マッハツェンダー干渉

計の参照光路中に VIPA(厚み500𝜇𝑚)とエタロ

ン(厚み50𝜇𝑚)を導入し、参照光はこれらを透

過して CCD に集光した。一方信号光はビーム

スプリッターを通して試料に当て、その反射光

を参照光と合波してイメージを得た。この時、

試料である鏡の位置を徐々に光軸方向に掃引

して、干渉信号をイメージセンサで観察した。 

  
Fig. 3  Experimental setup 

結果と考察 

Fig.4 の様に、二つのエタロン次数に起因する

干渉信号が得られた。この結果より、一例とし

て、Fig.4 のように VIPA の 6 次コム干渉のう

ちエタロンによる干渉次数 0 次と 1 次により

複数の干渉信号を連続して観測できることが

わかる。つまり、イメージセンサ上に隣接する

干渉信号を連続的に追跡でき、計測範囲拡大の

可能性を実証できた。 

 

Fig. 4 Single-shot image with multiple interference 

orders with interferometer that installed VIPA 

combined with etalon. 
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